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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国微束标准化技术委员会(SAC/TC38)提出并归口。
本标准负责起草单位:清华大学、中国科学院地球化学研究所。
本标准主要起草人:姚文清、吴焱学、杨立平、李雄耀、徐同广、李展平、王雅君、欧阳自远、朱永法。
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硅酸盐中微颗粒铁的化学态测定
俄歇电子能谱法

1 范围

本标准规定了硅酸盐中微颗粒铁的识别及其含量测量的俄歇电子能谱方法。
本标准适用于30nm 以上微颗粒铁的测量。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T22461—2008 表面化学分析 词汇

GB/T26533—2011 俄歇电子能谱分析方法通则

GB/T29731—2013 表面化学分析 高分辨俄歇电子能谱仪 元素和化学态分析用能量标校准

GB/T30702—2014 表面化学分析 俄歇电子能谱和X射线光电子能谱 实验测定的相对灵敏

度因子在均匀材料定量分析中的使用指南

GB/T30815—2014 表面化学分析 分析样品的制备和安装方法指南

GB/T32565—2016 表面化学分析 俄歇电子能谱(AES)数据记录与报告的规范要求

GB/T32998—2016 表面化学分析 俄歇电子能谱 荷电控制与校正方法报告的规范要求

3 术语和定义

GB/T22461—2008界定的术语和定义适用于本文件。

4 方法原理

俄歇电子能谱基本原理依据GB/T26533—2011中第4章的定义。

5 样品制备

5.1 样品荷电效应控制

含有单质铁微细颗粒的硅酸盐样品制备,可采用超薄切片机或者聚焦离子减薄系统等仪器对样品

切片得到微细颗粒的横截面,再进行俄歇电子能谱仪分析。安装样品时要尽量使样品与样品台有良好

的电接触。按照GB/T32998—2016中A.3的要求对绝缘体硅酸盐微细颗粒进行荷电最小化控制,并
依据GB/T32998—2016中式(A.1)计算荷电效应,表面势Ue 近似值见式(1):

Ue≈ρZJP(1-δ) …………………………(1)

  式中:

ρ ———样品的电阻率;
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